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Fig. 1 Reduction of the number of generated test
vectors.
図 2 小さなテストパターンの生成


























Table 1 An example of a test pattern.
(a) テスト生成順 (b) 逆順
テストベクトル 検出故障 テストベクトル 検出故障
t1 f1, f2 t5 f6, f1
t2 (f2), f3 t4 f4, f5
t3 (f3), f4 t3 f3, (f4)
t4 (f4), f5 t2 f2, (f3)
t5 (f1), f6
(c) 極小テスト集合 (d) 極小テスト集合の最小化
テストベクトル 検出故障 テストベクトル 検出故障
t2 f2, f3 t2 f2, f3

















































きる [2], [4], [8]．例えば，故障 f1, f4, f5, f6 をすべて
検出するようなテストベクトル t6 を生成できれば，































































































例えば，テスト系列 T = Ts1 − Ts2 − Ts3 が与え
られたとする．Ts1, T s2, T s3 は部分テスト系列であ
り，−は連結を表す．また，Ts1, T s2 を印加した後の
正常回路の状態を s1, s2 とし，故障 f1 が Ts1 で，f2
が Ts3 で検出され，他の部分テスト系列では検出され
ないとする．また，f1, f2 以外で検出される故障はな
いとする．このとき，もし s1 と s2 が同一で，かつ故
































3. 1. 2 故障シミュレーションを用いる手法
与えられたテスト系列 T に対して，短いテスト系列
T ′ を求め，T ′ に対して故障シミュレーションを行い，
もし，故障検出率が T と同じ，またはより高い場合，
T の代わりに T ′ をテスト系列として採用する手法が




















その長さを n，T から得られたテスト系列を T ′ とす
る．T ′ に対して故障シミュレーションを行った結果，
n′(n′ < n) 番目のテストベクトルで，T と同じ故障検
出率が得られたならば，n′ + 1 番目以降のテストベク
トルが不要となり，テスト系列が短縮する．テスト系
列 T ′ を得るための手法として，文献 [36]では，もと
のテスト系列 T を T1, T2 の二つの系列に分割した後，













































































































































































































Fig. 3 An overview of test compression.
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5. 2. 1 組合せ回路によって復号を行う手法
組合せ回路による復号を行う手法は，図 4 に示すよ


































































Table 2 Huﬀman code and comma code.
ベクトル 出現回数 出現率 ハフマン符号 コンマ符号
0011 45 0.5625 0 0
0100 15 0.1875 10 10
1010 15 0.1875 110 110



































Fig. 5 Decompression using a sequential circuit.
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中の 0 の数を増やせば，自然に 0 のランが増える
と考えて，テスト系列の差分ベクトル系列を考え
る．テスト系列 TD = {t1, t2, t3, . . . , tn} が与えら
れたとき，その差分ベクトル系列 Tdiff は Tdiff =



























5. 2. 3 プロセッサによる復号を行う手法
文献 [85]と文献 [86]では，被テスト回路がプロセッ
図 6 基本図形の置換えによる圧縮例














文献 [86]では，R 入力で C 個のテストベクトルか
らなるテストパターンを R × C ビットのマトリック
スと考え，これをあらかじめ定義された基本形状に分
割し，それぞれの形状の形と位置に従って符号化を行





原点 (0,0)と考えると，図 6 における信号値 0の三角
















TAT = #V ec +#FF × (#V ec + 1) (1)
で与えられ，ここで，#V ecは組合せ回路部分に印加


























t1, t2 が与えられたとする．ここで，PI1, P I2 は外部
入力値を表し，FF1, FF2, FF3 は FFに設定すべき
値，Xはドントケア値を表す．もし，テストベクトル
t1 を印加後に故障の影響がすべて外部出力に伝搬した





Table 3 An example of test vectors.
PI1 PI2 FF1 FF2 FF3
t1 1 0 1 1 0



























FF4, FF5 の値が観測される．FF3, FF4, FF5 の値は




































ば，テストパターン T = {t1, t2, t3, t4} が与えられた




たとすると，s in1 をスキャンインし，t1 − t2 を印加
した後，s out2 をスキャンアウトする．その後更に，

























































図 7 1 入力多重スキャンチェーン
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